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まえがき 

近年，高速光アクセスシステムの普及により，ATM（Asynchronous Transfer Mode）-PON（Passive Optical 

Network）から GEPON（Gigabit Ethernet passive optical network）及び GPON への通信容量の増大化が進ん

でいる。ATM-PON の仕様は，既存の全ての電気通信サービスを収容することを目的として ITU-T G.983

規格群で標準化されており，IEC 62150 規格群で国際規格化され，国内においても JIS C 5953 規格群及び

JIS C 5954 規格群で標準化されている。 

GEPON の仕様は，IEEE 802.3:2008 で標準化されているが，IEC での国際標準化は未発行の状況にある。

国内においては，GEPON の商用サービスが開始され，高速光アクセスシステムとして普及しており，迅

速な標準化が期待されている。 

国際標準化に先立って国内における標準化を進めるに当たり，IEEE 802.3:2008 にて標準化された仕様を

規定する必要があるが，関連する光通信用部品の詳細な性能標準においては，通信用光部品の各製造業者

が独自に仕様化を行っているのが現状である。 

これらの背景を考慮し，光能動部品の詳細な特性に関する性能標準に関して調査を行った。本技術資料

は，その結果に基づきに性能標準規格案としてまとめたものであり，GEPON 用光トランシーバに係わる

技術の進歩に応じて，改訂するものである。 

 

この技術資料（TP）の一部が，技術的性質をもつ特許権，出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触

する可能性があることに注意を喚起する。一般財団法人光産業技術振興協会は，このような技術的性質を

もつ特許権，出願公開後の特許出願及び実用新案権に関わる確認について，責任はもたない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この技術資料に関して，ご意見・情報がありましたら，下記連絡先にお寄せください。 

連絡先：一般財団法人光産業技術振興協会標準化室 

 

この技術資料は，一般財団法人光産業技術振興協会の標準に関する TP（技術資料）であ

る。TP（技術資料）は，規格になる前段階，標準化の技術的資料，規格を補足する などの

ために公表するものである。 



 

 

OITDA/TP（技術資料）      
 OITDA/TP 13/AD：2013 

光伝送用能動部品－性能標準－ 

GEPON 用光トランシーバ 

Fiber optic active components and devices–Performance 

standards–GEPON transceivers 

 

序文 

光トランシーバは，電気信号を光信号に，又はその逆に変換するために使用する。光トランシーバの光

学的性能規格は，IEEE 802.3:2008 において規定されている。この規格は，GEPON システムにおいて，異

なる製造業者間の光トランシーバの互換性を確保することを目的として制定するものであるが，異なる製

造業者間の光トランシーバ同士の動作を保証するものではない。 

この規格を使用する製造業者は，使用者などの承認を得た計画に基づいて，必要とされる性能及び／又

は信頼性並びに品質保証要求を満足する責任がある。 

 

1 適用範囲 

この規格は，IEEE 802.3:2008 に基づく GEPON システムに用いる光トランシーバ（以下，光トランシー

バという。）の性能標準について規定する。 

注記 この規格は，光トランシーバの特性などについて規定するものであるが，この規格単独で適

合性評価を行うことは，意図していない。 

 

2 引用規格 

次に挙げる規格は，この規格に引用されることによって，この規格の規定の一部を構成する。これらの

引用規格のうちで，西暦年を付記してあるものは，記載の年の版を適用し，その後の改正版（追補を含む。）

には適用しない。西暦年の付記がない引用規格は，その最新版（追補を含む。）を適用する。 

JIS C 5952-1 光伝送用能動部品－パッケージ及びインタフェース標準－第 1 部：総則 

JIS C 5954-3 光伝送用能動部品－試験及び測定方法－第 3 部：単心直列伝送リンク用光送・受信モジ

ュール 

JIS C 6802 レーザ製品の安全基準 

JIS C 60068-2-1 環境試験方法－電気・電子－第 2-1 部：低温（耐寒性）試験方法（試験記号：A） 

JIS C 60068-2-2 環境試験方法－電気・電子－第 2-2 部：高温（耐熱性）試験方法（試験記号：B） 

JIS C 60068-2-6 環境試験方法－電気・電子－正弦波振動試験方法 

JIS C 60068-2-14 環境試験方法－電気・電子－第 2-14 部：温度変化試験方法（試験記号：N） 

JIS C 60068-2-27 環境試験方法－電気・電子－衝撃試験方法 

JIS C 60068-2-78 環境試験方法－電気・電子－第 2-78 部：高温高湿（定常）試験方法 

JIS C 61300-2-22 光ファイバ接続デバイス及び光受動部品－基本試験及び測定手順－第 2-22 部：温

度サイクル試験 
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IEC 60749-26，Semiconductor devices - Mechanical and climatic test methods - Part 26: Electrostatic discharge 

(ESD) sensitivity testing - Human body model (HBM) 

IEC 60950-1，Information technology equipment－Safety－Part 1: General requirements 

IEC 61000-6-3，Electromagnetic compatibility (EMC)－Part 6-3: Generic standards－Emission standard for 

residential commercial and light-industrial environments 

IEEE 802.3:2008，Carrier sense multiple access with collision detection (CSMA/CD) access method and 

physical layer specifications 

OITDA/TP 14/AD:2013 光伝送用能動部品－試験及び測定方法－GEPON 用光トランシーバ 

 

3 用語及び定義並びに略号 

3.1 用語及び定義 

この規格で用いる主な用語及び定義は，JIS C 5954-3 及び，次による。 

3.1.1 

光アクセスネットワーク，OAN（optical access network） 

同一のネットワーク側インタフェースを共有する一組のアクセスリンク。光アクセス伝送システムによ

って構成する。OAN には一般的に，同一の OLT に接続した複数の ODN を含む。 

3.1.2 

光分配ネットワーク，ODN（optical distribution network） 

OLT と使用者とを結ぶ光通信手段を提供する装置又は部品。光受動部品によって構成する。 

3.1.3 

光ライン接続，OLT（optical line termination） 

OAN において，ネットワーク側のインタフェースを提供する装置。一つ以上の ODN に接続する。 

3.1.4 

光ネットワークユニット，ONU（optical network unit） 

OAN において，使用者側のインタフェースを直接的に又は遠隔操作により提供する装置。ODN に接続

する。 

3.1.5 

光変調振幅基準の相対強度雑音，RIN15OMA（relative intensity noise OMA） 

光反射損失量 15 dBのときの方形波信号によって変調したレーザ光の 1 Hz当たりに正規化した光強度変

動の二乗平均値（光電気変換した電気信号雑音パワー）の，光変調振幅に対する比。対数表示する場合は，

10 を底とする。 

 

3.2 略号 

CMOS 相補型金属酸化膜半導体   （Complimentary metal oxide semiconductor） 

ECL エミッタ結合形論理回路   （Emitter coupled logic） 

EX 消光比     （Extinction ratio） 

GEPON ギガビットイーサネット・パッシブ光ネットワーク（Gigabit ethernet passive optical network） 

IC 集積回路    （Integrated circuit） 

OMA 光変調振幅    （Optical modulation amplitude） 

RIN 相対強度雑音    （Relative intensity noise） 
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RMS 自乗平均平方根    （Root mean square） 

WDM 波長多重    （Wavelength division multiplexing） 

 

4 分類 

電気インタフェースと光インタフェースとの種類の組合せによって，光トランシーバを次に示す五つの

タイプに分類する（JIS C 5952-1 参照）。 

a) タイプ 1：コネクタタイプの光インタフェース及びはんだ付けタイプの電気端子をもつもの 

b) タイプ 2：コネクタタイプの光インタフェース及びプラグインタイプの電気端子をもつもの 

c) タイプ 3：ピグテイルタイプの光インタフェース及びはんだ付けタイプの電気端子をもつもの 

d) タイプ 4：ピグテイルタイプの光インタフェース及びプラグインタイプの電気端子をもつもの 

e) タイプ 5：タイプ 1～タイプ 4 に分類できないもの（例えば，信号ピンには同軸コネクタを用い，電源

ピンにはリード端子を用いるように，コネクタタイプ及び非コネクタタイプの電気端子が混在してい

るもの） 

 

5 製品の定義 

5.1 光トランシーバの種類 

製造業者は，次に示す光トランシーバの構成要素を明示しなければならない。明示内容は，技術の詳細

を含んでいなければならない。例えば，CMOS，バイポーラなど，IC に使用する技術を記載する。 

a) 送信器 

― 半導体レーザ（単一モード又は多モードなどの情報を含まなければならない。） 

― モニタ用フォトダイオード 

― 駆動用 IC 

― 温度センサ（必要に応じて） 

b) 受信器 

― フォトダイオード 

― 前置増幅器 IC 

c) WDM デバイス 

― このデバイスに用いられている技術 

d) パッケージ 

5.2 適用形態の種類 

IEEE 802.3:2008 に従って，伝送距離，適用ユニット（ONU 又は OLT）及び光ファイバ本数［1 しん（芯）

又は 2 しん（芯）］について記載する。 

5.3 ブロック図 

光トランシーバのブロック図又は等価回路を記載する（図 1 に記載例を示す。）。 

次の端子は，識別できることが望ましい。 

a) 電源端子：電源ラインに接続する端子 

b) 入出力端子：信号が通過する端子 

注記 “信号”は，パルス波形だけではなく，より複雑な波形及びストローブ信号並びに制御パル

スを含む。 
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データ出力

電源 光入出力

接地

アラーム

データ入力

バイアス制御
（必要に応じて）

シャットダウン

 

図 1－機能ブロック図の例 
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5.4 絶対最大定格 

表 1 に示す絶対最大定格は，各々の項目が独立事象であり，表に記載した項目以外の特性パラメータが

全て通常の動作条件範囲内である限りにおいては，表中に記載した複数の項目がその値になったとしても，

それが短時間であれば製品に破壊的な損傷を与えることがない限界値である。絶対最大定格の各々の値は，

どのような場合においても，どの一つのパラメータでもそれを超えてはならない。 

 

表 1－絶対最大定格 

項目 記号 対象規格 最小値 最大値 単位 備考 

保存温度 Tstg 全 -40 85 ℃   

保存相対湿度 RHstg 全 5 95 %   

動作ケース温度 Tc 全 -40，-5，0 70，85 ℃ 
3×2 通りの組合

せからの選択 

電源電圧 Vcc 全 -0.5 4 V   

信号入力電圧 Vi 全 -0.3 Vcc+0.3 V   

ダメージ光入力パ

ワー 
Pdmg 

1000BASE-PX10-U 2 － dBm   

1000BASE-PX20-U 7 － dBm   

1000BASE-PX10-D 4 － dBm   

1000BASE-PX20-D 4 － dBm   

 

5.5 機能仕様 

動作環境は表 2 による。表 3～表 7 に示す項目の電気的特性及び光学的特性，並びに電気インタフェー

ス特性は，表 2 に示す環境で満足しなければならない。表 3 には ONU 側トランシーバの送信側機能に関

する電気的特性及び光学的特性を，表 4 には ONU 側トランシーバの受信側機能に関する電気的特性及び

光学的特性を，表 5 には OLT 側トランシーバの送信側機能に関する電気的特性及び光学的特性を，表 6 に

は OLT 側トランシーバの受信側機能に関する電気的特性及び光学的特性をそれぞれ記載する。また，表 7

には ONU 側，OLT 側双方のトランシーバに共通する電気インタフェース特性を記載する。 

この規格におけるそれぞれの電気的特性及び光学的特性は，推奨動作条件の最悪ケースとなる条件で記

載しなければならない。また，引用規格に記載した試験及び測定方法に関する技術資料 OITDA/TP 14/AD

において規定した測定方法を用いて測定しなければならない。 

 

表 2－動作環境 

項目 記号 
要求値 

単位 備考 
最小値 代表値 最大値 

動作ケース温度 Tc -40，-5，0   70，85 ℃ 3×2 通りの組合せからの選択 

動作相対湿度 RH 5   95 ％   

電源電圧 Vcc 3.135 3.3 3.465 V   

伝送速度  - 0.1 1 250 + 0.1 Mbit/s   
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表 3－ONU 光トランシーバの電気的特性及び光学的特性（送信側特性） 

項目 記号 

1000BASE-PX10-U 1000BASE-PX20-U 

単位 備考 要求値 要求値 

最小値 代表値 最大値 最小値 代表値 最大値 

中心波長 λ0 1 260   1 360 1 260   1 360 nm   

スペクトルの RMS 幅 Δλrms 
IEEE 802.3: 2008 の Figure 60-3 及

び Table 60–4 を参照 
IEEE 802.3: 2008のFigure 60-4及び

Table 60–7 を参照 
nm   

バースト光出力パワー Pmean -1   4 -1   4 dBm   

オフ状態光出力パワー Poff     -45     -45 dBm   

光変調振幅 OMA -0.22     -0.22     dBm   

消光比 ER 6     6     dB   

バースト・ターンオン時間 Ton     512     512 ns   

バースト・ターンオフ時間 Toff     512     512 ns   

光変調振幅基準の相対強度雑

音 
RIN15OMA     -113     -115 dB/Hz   

光反射損失耐力 ORLT     15     15 dB   

ODN 反射減衰量   20     20     dB   

送信部光反射 RTX     -6     -10 dB   

送信器・分散ペナルティ TDP     2.8     1.8 dB 
識別時間オフセット±

0.125 以上で定義 

アイパターンマスク   

IEEE 802.3:2008 の Figure 59-4 を

参照 
X1，X2，Y1，Y2，Y3= 

0.22，0.375，0.2，0.2，0.3 

IEEE 802.3:2008 の Figure 59-4 を参

照 
X1，X2，Y1，Y2，Y3= 

0.22，0.375，0.2，0.2，0.3 
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表 4－ONU 光トランシーバの電気的特性及び光学的特性（受信側特性） 

項目 記号 

1000BASE-PX10-U 1000BASE-PX20-U 

単位 備考 要求値 要求値 

最小値 代表値 最大値 最小値 代表値 最大値 

中心波長 λ0 1 480   1 500 1 480   1 500 nm   

最小受信光入力パワー Pimin     -24     -24 dBm 誤り率=10-12 

光変調振幅基準の最小受信光入力パ

ワー 
Pimin_OMA     -23.2     -23.2 dBm 誤り率=10-12 

最大受信光入力パワー Pimax -3     -3     dBm 誤り率=10-12 

信号検知アサートレベル Passert     -24     -24 dBm   

信号検知デアサートレベル Pde-assert -24   -24   dBm  

ヒステリシス  0   0   dB  

信号検知アサート応答時間
b) Tassert     100     100 μs   

信号検知デアサート応答時間
b) Tde-assert   100   100 μs  

受信部光反射 RRX     -12     -12 dB   

ストレスド受信感度 Pstress     -21.4     -22.1 dBm   

光変調振幅基準のストレスド受信感

度 
Pstress_OMA     -20.7     -21.3 dBm   

バーティカル アイ クロージャ ペ
ナルティ

a) 
 2.2     1.5     dB   

ストレスドアイジッタ
a)      0.25     0.25 UI p-p  

ジッタコーナー周波数
a)    637     637   kHz   

ストレスド受信感度試験時に付加す

る正弦波ジッタ制限量
a) 

 0.05   0.15 0.05   0.15 UI   

注 a) ストレスド受信感度の測定条件であり，受信側が満足すべき特性を示すものではない。 
b) この項目の定義図を図 2 に示す。 
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図 2－信号検知アサート信号の応答時間 

光入力信号 

信号検知アサート信号

（正論理の場合） 

高レベル信号検知アサート電圧

低レベル信号検知アサート電圧

振幅の 50％値

高光入力レベル

低光入力レベル

振幅の 50％値

信号検知アサート応答時間

信号検知デアサート応答時間
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表 5－OLT 光トランシーバの電気的特性及び光学的特性（送信側特性） 

項目 記号 

1000BASE-PX10-D 1000BASE-PX20-D 

単位 備考 要求値 要求値 

最小値 代表値 最大値 最小値 代表値 最大値 

中心波長 λ0 1 480   1 500 1 480   1 500 nm   

スペクトルの RMS 幅 Δλrms     0.88     0.44 nm   

スペクトルの 20-dB ダウン幅 Δλ20dB     1     1    

サイドモード抑圧比 SMSR 30     30         

光出力パワー Pave -3   2 2   7 dBm   

オフ状態光出力パワー Poff     -39     -39 dBm   

光変調振幅 OMA -2.2     2.8     dBm   

消光比 ER 6     6     dB   

光変調振幅基準の相対強度雑音 RIN15OMA     -118     -115 dB/Hz   

光反射損失耐力 ORLT     15     15 dB   

送信部光反射 RTX     -10     -10 dB   

送信器・分散ペナルティ TDP     1.3     2.3 dB 
識別時間オフセット±

0.1 以上で定義 

アイパターンマスク   
IEEE 802.3: 2008 の Figure 59-4 を参照

X1，X2，Y1，Y2，Y3= 
0.22，0.375，0.2，0.2，0.3 

IEEE 802.3: 2008 の Figure 59-4 を参照

X1，X2，Y1，Y2，Y3= 
0.22，0.375，0.2，0.2，0.3 

    



 

 

10
O

IT
D

A
/T

P
 13/A

D
：

20
13

 

表 6－OLT 光トランシーバの電気的特性及び光学的特性（受信側特性） 

項目 記号 

1000BASE-PX10-D 1000BASE-PX20-D 

単位 備考 要求値 要求値 

最小値 代表値 最大値 最小値 代表値 最大値 

中心波長 λ0 1 260   1 360 1 260   1 360 nm   

最小受信光入力パワー Pimin     -24     -27 dBm 誤り率=10-12 

光変調振幅基準の最小受信光入力パワ

ー 
Pimin_OMA     -23.2     -26.2 dBm 誤り率=10-12 

最大受信光入力パワー  -1     -6     dBm 誤り率=10-12 

信号検知アサートレベル Passert     -24     -27 dBm   

信号検知デアサートレベル Pde-assert -24   -27   dBm  

ヒステリシス  0   0   dB  

受信部光反射 RRX     -12     -12 dB   

ストレスド受信感度 Pstress     -22.3     -24.4 dBm   

光変調振幅基準のストレスド受信感度 Pstress_OMA     -21.5     -23.6 dBm   

バーティカル アイ クロージャ ペナ

ルティ
a) 

VECP 1.2     2.2     dB   

ストレスドアイジッタ
a) J 0.25     0.28     UI p-p  

ジッタコーナー周波数
a)    637     637   kHz   

ストレスド受信感度試験時に付加する

正弦波ジッタ制限量
a) 

 0.05   0.15 0.05   0.15 UI   

セトリング時間 Tsettling     400     400 ns   

注 a)  ストレスド受信感度の測定条件であり，受信側が満足すべき特性を示すものではない。 
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表 7－電気インタフェース特性 

項目 記号 
要求値 

単位 
備考 

最小値 代表値 最大値  

【送信側特性】 

高レベルバースト・イネーブル電圧 VbenH 2   Vcc V   

低レベルバースト・イネーブル電圧 VbenL 0   0.8 V   

低レベル送信器シャットダウン電圧 VdisL 0   0.8 V   

高レベル送信器シャットダウン電圧 VdisH 2   Vcc V   

低レベルレーザ故障アラーム電圧 VldaL 0   0.4 V   

高レベルレーザ故障アラーム電圧 VldaH 2.4   Vcc V   

低レベルデータ入力電圧 VIL-Vcc -1.810   -1.475  V DC 結合時（ECL 系） 

高レベルデータ入力電圧 VIH-Vcc -1.165   -0.880  V DC 結合時（ECL 系） 

最小差動データ入力振幅 Vindiffmin   400   mV AC 結合時，p-p 

最大差動データ入力振幅 Vindiffmax   1 600   mV AC 結合時，p-p 

差動入力インピーダンス Zindiff 80 100 120 Ω AC 結合時 

【受信側特性】 

低レベルデータ出力電圧 VOL-Vcc -1.810   -1.620  V DC 結合時（ECL 系） 

高レベルデータ出力電圧 VOH-Vcc -1.025   -0.880  V DC 結合時（ECL 系） 

最小差動データ出力振幅 Voutdiffmin   400   mV AC 結合時，p-p 

最大差動データ出力振幅 Voutdiffmax   1 600   mV AC 結合時，p-p 

低レベル信号検知アサート電圧 VSDL 0   0.4 V   

高レベル信号検知アサート電圧 VSDH 2.4   Vcc V   
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6 試験 

定期試験プログラムを実施することで，品質状態が維持されていることを確認する。特記事項がない限

り，全ての試験における温度条件は，25 ℃±2 ℃とする。 

6.1 特性試験 

6.1.1 送信器 

送信器の特性試験は，表 2 に示す動作環境において ONU 光トランシーバに関しては表 3 に，OLT 光ト

ランシーバに関しては表 5 にそれぞれ記載されている次の各項目が要求値を満足していることを確認する

ことにより行う。試験サンプル数は，各顧客向けの製造ロットから最低 11 個選ぶ。試験ロットは，製造業

者ごとに規定する。光トランシーバの設計に何らかの変更を施した場合には，再度，この試験を実施しな

ければならない。 

― 中心波長 

― スペクトルの RMS 幅又は 20-dB ダウン幅 

― バースト光出力パワー又は光出力パワー 

― オフ状態光出力パワー 

― 消光比 

― アイパターンマスク 

6.1.2 受信器 

受信器の特性試験は，表 2 に示す動作環境において ONU 光トランシーバに関しては表 4 に，OLT 光ト

ランシーバに関しては表 6 にそれぞれ記載されている次の各項目が要求値を満足していることを確認する

ことにより行う。試験サンプル数は，各顧客向けの製造ロットから最低 11 個選ぶ。試験ロットは，製造業

者ごとに規定する。光トランシーバの設計に何らかの変更を施した場合には，再度，この試験を実施しな

ければならない。 

― 最小受信光入力パワー 

― 最大受信光入力パワー 

― 信号検知アサートレベル 

6.2 性能試験 

特性試験の完了後，製品の信頼性を保証するために，性能試験を実施する。試験項目，試験条件及び合

否判定基準は表 8 による。この試験は，各顧客向けの製造ロットから 11 個以上のサンプルで実施しなけれ

ばならない。試験ロットは，各製造業者ごとに規定する。試験サンプルは，新品であっても，特性試験後

のサンプルであってもよい。
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表 8－性能試験 

 

項目 

 

引用規格 

 

試験条件 

 

合否判定基準 

不合格 

サンプル数

衝撃 JIS C 60068-2-27 500 G，1.0 ms，5 回／方向 25 ℃において， 

｜Pmean｜は，1 dB 以

下 

｜Pi min(ave)｜は，1 dB

以下 

  

0/11 

 

 

振動 JIS C 60068-2-6 20 G，20～2 000 Hz，4 min/サイクル，

4 サイクル/軸 

温度サイクル JIS C 61300-2-22 

JIS C 60068-2-14 

－40～85 ℃ 

保存時間：1 時間 

100 サイクル以上 

高温通電 JIS C 60068-2-2 試験温度は協議によって決定 

時間：1 000 時間 

高温保存 JIS C 60068-2-2 ＋85 ℃ 

2 000 時間以上 

低温保存 JIS C 60068-2-1 －40 ℃ 

72 時間以上 

高温高湿保存 JIS C 60068-2-78 ＋85 ℃ 

相対湿度：85 ％ 

500 時間 

静電気放電 IEC 60749-26 人体帯電モデル 

 

7 環境仕様 

7.1 安全性全般 

この規格に適合する全ての製品は，IEC 60950-1 による。 

7.2 レーザ安全性 

光トランシーバは，全ての動作条件において，クラス 1 基準を満たさなければならない。これは，レー

ザ光がファイバに結合又は非結合でも，単一不具合条件下の場合を含む。トランシーバは，JIS C 6802 へ

の適合を保証しなければならない。 

レーザ安全性に関する標準及び法規制は，レーザ製品製造業者に対して，製品に使用するレーザ，安全

性に関する特徴，ラベル，用途，保守方法及びサービスに関する情報の提供を要求する。この情報に関す

る書面には，これらの安全基準を満たすために必要な要求及びホストシステムにおける使用上の制限事項

を明確に示さなければならない。 

7.3 電磁放射 

この規格に適合する製品は，電磁放射障害を制限するために，IEC 61000-6-3 による。 
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OITDA/TP 13/AD：2013 

 

光伝送用能動部品－性能標準－ 

GEPON 用光トランシーバ 

解 説 

この解説は，本体及び附属書に記載した事柄，並びにこれらに関連した事柄を説明するもので，技術資

料（TP）の一部ではない。 

 

1 制定の趣旨 

近年，高速光アクセスシステムの普及により，ATM（Asynchronous Transfer Mode）-PON（Passive Optical 

Network）から GEPON（Gigabit Ethernet passive optical network）及び GPON への通信容量の増大化が進ん

でいる。ATM-PON の仕様は，既存の全ての電気通信サービスを収容することを目的として ITU-T G.983

規格群で標準化されており，IEC 62150 規格群で国際規格化され，国内においても JIS C 5953 規格群及び

JIS C 5954 規格群で標準化されている。GEPON の仕様は，IEEE 802.3:2008 で標準化されているが，IEC

での国際標準化は未発行の状況にある。国内においても，JIS 化がされておらず，迅速な標準化が期待さ

れている。 

GEPON の商用サービスが開始され，高速光アクセスシステムとして普及している中で，対応する IEC

規格や，JIS が制定されていないため，一般財団法人光産業技術振興協会の光能動部品標準化委員会にお

いて，関連する JIS C 5953-5:2008（光伝送用能動部品－性能標準－第 5 部：半導体レーザ駆動回路及びク

ロックデータ再生回路内蔵 ATM-PON 用光トランシーバ）を元に，同様に JIS 化を検討していた JIS C 

5954-3:2012（光伝送用能動部品－試験及び測定方法－第 3 部：単心直列伝送リンク用光送・受信モジュー

ル）と整合を取りながら，光産業技術振興協会規格（OITDA 規格）の技術報告書（TP）として規格素案

作成に着手した。 

 

2 制定の経緯 

2006 年度に実施した光能動部品の標準化ニーズ調査においても，JIS 制定要求の高かった案件の一つに

GEPON 及び GPON 用途の OLT/ONU 用光トランシーバが挙げられ，2007 年度から JIS 制定に向けての検

討を開始することとなった。アンケート結果の分析の結果，特に標準化ニーズの高かった“試験及び測定

方法”と，これと対をなす“性能標準”の二つの標準化に取り組むこととした。2008 年度までに，準拠す

べき国際標準である IEEE 802.3 や ITU G984.2 の内容調査及び市場流通品のカタログ調査に基づき，性能

標準並びに試験及び測定方法の原案を作成し，規格のベースとなる性能標準数値案に関しては，2009 年 9

月に協会賛助会員各社に対してアンケート調査を実施し，該当なしとの回答も含めて 13 社からの回答を得

た。2010 年度に，アンケート結果を検討し，方針として対応する国際規格が IEC に存在しないため，OITDA

規格として制定し，国内光産業分野での流通を図り，JIS 化，更には IEC への提案を検討するために，今

回の OITDA 規格 TP 作成に至った。 

この技術資料は，GEPON 用光トランシーバの性能標準について規定したものであり，試験・測定方法

については，技術資料 OITDA/TP 14/AD:2013（光伝送用能動部品―試験及び測定方法―GEPON 用光トラ
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ンシーバ）に定義している。 

 

3 審議中に問題となった事項 

この技術資料（TP）は，関連する規格である JIS C 5953-5:2008 を元とし，同時期に JIS 化を検討してい

た JIS C 5954-3:2011 との整合を取りながら作成にあたった。内容を吟味してゆく過程で問題となった主な

事項を以下に述べる。 

a) 用語に関して，特に英訳用語に多く見られたが，JIS C 5953-5:2008 と JIS C 5954-3:2011 で異なるも

のをどちらに整合させるかの議論があった。審議を経て，2011 年に制定された JIS C 5954-3:2011 の

ほうが，最近の国内光産業分野での用語の使用実態にあっているであろうとの結論に至り，この TP

においては，JIS C 5954-3:2011 との整合を優先した。 

b) ストレス受信感度，ストレス受信感度（OMA）及びバーティカル アイ クロージャ ペナルティに関

して，試験の実施が難しい，試験装置の器差が大きくコリレイションに問題があるとのことで削除す

べきとの議論があったが，この規格では IEEE の内容に従って記載し，各所からの反応を JIS 化の際

の参考とすることとした。 

c) ストレスドアイジッタ及びジッタコーナー周波数は，ストレス受信感度の測定条件であり，受信側が

満足すべき特性ではないことを明記した。 

d) 電気インタフェース特性に関して，データ入力電圧（低レベル），データ入力電圧（高レベル），デー

タ出力電圧（低レベル）及びデータ出力電圧（高レベル）は DC 結合時だけの規定とした。また，最

小差動データ入力振幅，最大差動データ入力振幅，最小差動データ出力振幅，最大差動データ出力振

幅は AC 結合時だけの規定とし，代表値だけの規定とした。 

e) IEEE 規格からの図の引用に関しては，IEEE 規格の対応番号を引用するのにとどめた。 

 

4 原案作成委員会の構成表 

この TP（技術資料）は，次に示す原案作成委員会において 2008 年度から検討を開始し，2011 年度末ま

でに原案を取纏め，審議した。 

 

光能動部品標準化委員会 構成表 （2008 年度～2011 年度） 

 氏名 所属 

（委員長）  吉 田 淳 一 千歳科学技術大学 

（委員）  伊 藤 敏 夫 日本電信電話株式会社（2008 年 4 月から） 

  岩 瀬 正 幸 古河電気工業株式会社 

  小 宮 山 学 富士通オプティカルコンポーネンツ株式会社 

  杉 本 賢 一 浜松ホトニクス株式会社（2011 年 3 月まで） 

  山 下 和 男  浜松ホトニクス株式会社（2011 年 4 月から） 

  荒 川 富 行 OKI セミコンダクタ株式会社（2009 年 3 月まで） 

  中 村 幸 治 沖電気工業株式会社（2009 年 4 月から） 

  平 本 清 久 日本オクラロ株式会社 

  福 田 光 男 豊橋技術科学大学 

  小 笹 健 仁 経済産業省商務情報政策局（2008 年 4 月から 2009 年 3 月まで） 

  松 川 貴 経済産業省商務情報政策局（2009 年 4 月から 2010 年 4 月まで） 

  星 野 聰 経済産業省商務情報政策局（2010 年 4 月から 2011 年 3 月まで） 

  菊 地 克 弥 経済産業省商務情報政策局（2011 年 4 月から） 

  御 神 村 泰 樹 住友電気工業株式会社（2011 年 3 月まで） 
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  船 田 知 之 住友電気工業株式会社（2011 年 4 月から） 

  城 野 順 吉 アンリツ株式会社（2009 年 3 月まで） 

  三 瀬 一 明 アンリツデバイス株式会社（2009 年 4 月から） 

  本 田 和 生 ソニー株式会社（2009 年 3 月まで） 

  佐 藤 文 利 財団法人日本規格協会（2009 年 10 月まで） 

  吉 田 浩 之 財団法人日本規格協会（2009 年 11 月から 2011 年 6 月まで） 

  重 松 康 夫 財団法人日本規格協会（2011 年 7 月から） 

  増 田 岳 夫 一般財団法人光産業技術振興協会 

（オブザーバー）  磯 野 秀 樹 富士通オプティカルコンポーネンツ株式会社 

  堀 昭 夫 経済産業省 産業技術環境局 

  金 枝 上 敦 史 経済産業省 産業技術環境局（2007 年 7 月から 2010 年 6 月まで） 

  初 山 茂 康 経済産業省 産業技術環境局（2010 年 6 月から） 

（事務局）  藤 井 浩 三 財団法人光産業技術振興協会（2008 年 4 月から 2010 年 3 月まで） 

  石 森 義 雄  財団法人光産業技術振興協会（2010 年 4 月から 7月まで） 

  佐 藤 登 志 久 財団法人光産業技術振興協会（2010 年 8 月から 2011 年 3 月まで） 

  臼 井 俊 雄 一般財団法人光産業技術振興協会（2011 年 4月から 2012 年 3月まで）
   
 （解説執筆者  船 田 知 之）



 

 

 

 

 

 

 

この OITDA 規格の TP（技術資料）は，一般財団法人光産業技術振興協会

光能動部品標準化委員会で審議・取纏めたものである。 
この資料についてのご意見又はご質問は，下記にご連絡ください。 
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